
自動XY試験システム 
Instron®AT2 XYステージ 

インストロンのAT2XYステージは、デバイスや電子機器などの圧縮、引張、および曲げ試験など同じ試験を複数回、繰り返し実

施できるように設計されています。医療製品、注射器、小型電子機器、キーパッド、医薬品用錠剤の試験に最適です。

試験処理能力の増加 

自動試験システムは、オペレーターを介在させずに複数

の試験片を試験します。これにより、試験時間が短縮さ

れ、製品開発や生産に必要なデータをより迅速に提供で

きるようになります。

オペレータの有効な時間活用

自動試験システムは、無人で操作ができ、オペレーターは

その他の重要な作業に焦点を当てることにより、試験室の

能率を向上させながら結果を生成します。

リピート性の向上

自動化されたシステムにより、オペレーター違いによる

試験結果のばらつきの影響が軽減され、より一貫した

リピート性の高い結果生成が可能となります。これは、

複数の試験室があり、オペレーターが多数所属する組

織にとって特にメリットとなります。

安全性と人間工学の向上 

自動試験は、繰り返し動作を最小限に抑え、試験シス

テムとの接触を減らし、オペレーターの負傷を軽減し

ます。



自動XYステージシステム 

ライブディスプレイ

荷重、変位、時間とともに、ステージの現在のX座標とY座標を試験全体

を通して表示することができます。

グラフと結果 

リアルタイムにデータを表示します。一般的には、荷重-変位曲線または

応力-ひずみ曲線を表示します。ワークスペースには多数のグラフを表示

することができます。

結果の表は設定可能で、サンプル情報、試験片のプロパティ、および計

算された結果など、試験からの重要な情報を表示することができます。

XYステージ移動 

直感的なソフトウェアインターフェー

スにより、試験片設定や試験場所の

特定のためにXYステージを様々な

位置に移動させることができます。

サブサンプル

XYの位置や部品IDなどの共通の特性により試験片をグループ化

することで、類似部品の結果を容易に比較できます。

シーケンスビルダ

1つの試験片上で、複数の試験片または複数の試験

ポイントの試験場所のシーケンスを構築します。基本

的なグリッドとボタンシーケンスにより、簡単に試験

設定ができます。

また、試験位置の間隔が変化する場合でもカスタム

シーケンスを作成することもできます。

Bluehill Universal での制御 
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仕様
XYステージはインストロンの6800および5900システムに対応しています。新しいシステムに簡単にマウントしたり、現場の既存の　　
システムに後付けすることができます。

自動XYステージシステム 

最大96個のガラスバイアルの試験 複数の携帯電話ボタンでのフィーリング試験

外科用器具に使用されるバネの圧縮試験

最大ステージ 

荷重容量
kN 2

XYステージ移動距離 

(オプション 1)
mm 300 × 150

XYステージ測定 

(オプション2)
mm 150 × 150

ステージ速度 mm/秒 25

ステージ位置精度

（オプション1)
μm ±60

ステージ位置精度

(オプション2)
μm ±40

ステージ位置繰返し精度 μm ±5

電源 - 単相 47/63 Hz, 
120 または 220 VAC

動作温度 °C +10 から 38
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